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Efekty kształcenia Student zna podstawowe metody pomiaru temperatury układów elektronicznych oraz 

podstawy fizyczne zjawiska promieniowania termicznego i problematykę pomiarów 

temperatury ciał w podczerwieni 
 

Wymagania 
wstępne 
 

Równania różniczkowe, fizyka  

Organizacja 
przedmiotu i treści 
kształcenia 

WYKŁAD 
W ramach wykładu omówione zostaną budowa i zasada działania różnego typu czujników 

temperatury (termopary, termorezystory, termodiody i termotranzystory, detektory 
promieniowania podczerwonego). Ponadto przedstawione zostaną podstawy fizyczne 

zjawiska promieniowania termicznego ciał oraz jego detekcji. Omówione zostaną także 
problemy konstrukcyjne i technologiczne związane z projektowaniem detektorów 

promieniowania podczerwonego i kamer termowizyjnych, a także problemy związane z 

samym wykonywaniem pomiarów, min. ustalenie współczynnika emisyjności, odblaski, 
wpływ atmosfery. Ponadto studenci zostaną zapoznani z problematyką analizy i 

przetwarzania obrazów termograficznych. 
 

ĆWICZENIA LABORATORYJNE 

Podczas laboratorium studenci dokonają pomiarów temperatury rzeczywistych układów 
elektronicznych przy użyciu różnego typu czujników, a także zapoznają się z podstawowymi 

problemami pomiaru temperatury w podczerwieni, takimi jak: dobór odpowiednich filtrów, 
ustalenie współczynnika emisyjności, analiza  

i obróbka cyfrowa termogramów 
 

Forma zaliczenia - 
sprawdzenia 
osiągnięcia efektów 
kształcenia 
 

Ocena końcowa wynika z zaliczenia pisemnego wykładów (50%) oraz sprawozdań z 

laboratoriów (50%). 
 

Literatura 
podstawowa 
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Literatura 
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Przeciętne 
obciążenie studenta 
pracą własną 
 

15 

 

Całkowite obciążenie 
studenta pracą 
 

60 
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